Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky
MODERNIZACIA VEDECKO-VYSKUMNEJ INFRASTRUKTURY KATEDRY JADROVEJ CHEMIE
PRIF UK V BRATISLAVE

Predmetom zakazky pozostavajucej zo zariadeni ¢. 1 — €. 6 je modernizacia vedecko-vyskumne;j
infrastruktUry Katedry jadrovej chémie Prirodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Technické zariadenia budU umiestnené a vyuzivané vradioizotopovych laboratoriach I. a Il
kategodrie.

Zariadenie €. 1 Kvapalinovy scintilacny spektrometer s prislusenstvom

Zriadenie €. 2 Pyrolizacny systém s prislusenstvom

Zariadenie €. 3 Frakcny kolektor s prislusenstvom

Zariadenie €. 4 Mikrovinny systém na rozklad vzoriek s prislusenstvom

Zariadenie €. 5 Stolovy rastrovaci elektronovy mikroskop s integrovanou energiovo-disperznou
rontgenovou spektroskopiou

Zariadenie €. 6 Automatizovany naprasovaci systém na pripravu vzoriek pre rastrovaciu
elektronovu mikroskopiu



Zariadenie €. 1
TECHNICKE POZIADAVKY
na dodavku automatického kvapalinového scintilacného spektrometra
pre meranie velmi nizkych aktivit

1. Predmet zakazky

Predmetom zdkazky je dodavka, instalacia, uvedenie do prevadzky a zaSkolenie obsluhy
automatického kvapalinového scintilacného pocitaca (Liquid Scintillation Counter — LSC) uréeného
na meranie ultra nizkych Urovni alfa a beta aktivity. Pristroj moze byt uréeny napriklad na meranie
tricia (3H), environmentalne monitorovanie, radioaktivne datovanie uhlikom-14, stanovenie
biogénneho uhlika v biopalivach a meranie stopovych koncentracii alfa a beta radionuklidov v
environmentalnych vzorkach, vzorkach radioaktivnych odpadov a pod.

2. VSeobecné poziadavky na pristroj

Detekény systém LSC spektrometra musi pozostavat minimalne z troch fotonasobicov pre ¢o
najvyssiu efektivitu detekcie Ziarenia a pre rozliSenie a minimalizaciu chemilumiscencie.
Pristroj musi byt vybaveny pasivnym olovenym tienenim a aktivnym guard detektorom
(anticoincidence) okolo meracej komory pre maximalnu redukciu pozadia.

Pristroj musi umoznovat meranie v rezime trojitej koincidencie a dvojitych koincidencii,
umoziujuc meranie pomocou techniky TDCR (Triple-to-Double Coincidence Ratio) pre
absolUtne meranie aktivity.

Pristroj musi byt vybaveny systémom chladenia meracej komory, tak aby bolo mozné nastavit
teplotu v meracej komore pristroja aspon v rozmedzi 15 az 20°C.

Pristroj musi byt vybaveny automatickym externym Standardom pre korekciu zhasania.
Pristroj musi byt vybaveny hardwarom a softwarom pre separaciu alfa a beta zZiarenia.

Pristroj musi byt dodany so softvérom umoziujicim prevadzku, definovanie metdd,
automatické vypocty a export dat.

Pristroj musi umoZriovat meranie Cerenkovho Ziarenia.

Sucastou dodavky musi byt sada nezhasanych standardov minimalne s 3H a 1#C vzorkami pre
pravidelnu kontrolu stavu LSC spektrometra uzivatelom.

3. Minimalne pozadované technické parametre

Kapacita vzoriek v pristroji aspon 50 ks 20 ml vialiek.

U¢innost merania 3H — nezhasany $tandard - aspori 70 %.

U¢innost merania 14C — nezha$any $tandard — aspori 96 %.

U¢innost merania 3H — zhasana vzorka (8 ml vody + 12 ml scint. koktejlu) — aspori 35 %.
Pozadie 3H vo vode (8 ml vzorka + 12 ml scint. koktejlu, ROl s 25% counting efficiency) <1 CPM v
beznych laboratérnych podmienkach.

Figure of Merit (FOM = E2/B) pre 3H vo vode (8+12 ml scint. koktejlu) s optimalizaciou > goo.
Integrovany systém chladenia meracej komory a pristroja s moznostou udrziavania teploty v
rozsahu minimalne 15-20 °C.

Software:

- Uzivatelsky software kompatibilny s Windows 10 a vyssi.

- Automaticky vypocet neistot merania a export dat do beznych formatov (Excel, CSV, text,...).
- Podpora TDCR metody na korekciu zhasania.

Moznost preplachovania meracej komory dusikom napr. pre odstranenie radénu (musi byt
dostupny vstup pre napojenie zdroja dusika).

Pristroj musi disponovat aspon 4 multikanalovymi analyzatormi s minimalne 1000 kanalmi.
Rozsah merania beta Ziarenia: minimalne o — 2 ooo keV.

Rozsah merania alfa ziarenia: minimalne o — 10 ooo keV.

Pristroj musi obsahovat deionizator pre automatické deionizovanie vialiek pred meranim pre
potlacenie Ucinkov statického naboja.

Robotizovana manipulacia s meranymi vialkami, podavanie vialiek zo zasobnika do meracej
komory.



4. Dalsie poZiadavky

Zariadenie bude pouzivané ako ur¢ené meradlo podla par. 11 zakona €. 157/2018 Z. z. 0 metroldgii.
Musi spifiat poziadavky zakona €. 157/2018 Z. z. 0 metroldgii, t. j. platné rozhodnutie o schvaleni typu
meradla (§ 21 zakona) a bolo prvotne overené (§ 26 zakona). Detaily suvisiace so schvalovanim typu
meradla, ako aj s prvotnym metrologickym overenim sa dohodnu po ukonceni sUtaze s budicim
dodavatelom. Naklady na zabezpecenie schvalovania typu meradla znasa vcelom rozsahu
dodavatel.

Navod na obsluhu (SK alebo CZ, EN).

Doprava, vynos a instalacia zariadenia na mieste.

Odvoz obalov.

Uvedenie zariadenia do prevadzky podla poziadaviek pracoviska. Nastavenie pracovnych
parametrov podla poziadaviek pracoviska.

Podrobné zaskolenie obsluhy pristroja autorizovanym technikom pracovnikov na pracovisku v
rozsahu minimalne 5 pracovnych dni na pracovisku. Vydanie certifikatov o zaskoleni. Preskolenie
obsluhy pristroja na mieste instalacie podla poziadaviek pracoviska pocas zarucnej doby v rozsahu
minimalne 10 pracovnych dni.

Dostupnost servisného technika do 5 pracovnych dni od nahldsenia poruchy zariadenia alebo
prisludenstva.

Mobilny stolik pod zariadenie, odolnost voci radiochemickému laboratérnemu prostrediu.

Zarucna doba na zariadenie minimalne 24 mesiacov vratane nahradnych dielov, servisnych prac a
dopravy suvisiacej so zaru¢nym servisom. Cielom Specifikacie je dosiahnutie kompatibility so
systémom kvality, pristrojovym a softvérovym vybavenim pracoviska.



Zariadenie €. 2
TECHNICKE POZIADAVKY
na dodavku pyrolizacného systému tepelnej extrakcie prchavych latok
pre pripravu vzoriek na stanovenie stabilnych a radioaktivnych prchavych zloziek

1. Predmet zakazky
Predmetom zakazky je dodavka, instalacia, uvedenie do prevadzky a zaskolenie obsluhy
viacnasobného systému tepelnej extrakcie urceného na tepelnu liberaciu a zachytavanie prchavych
stabilnych a radionuklidovych zloZiek z réznych typov materidlov. Systém musi byt vhodny najma na
extrakciu 3H, 14C, 36C| a 129| zo vzoriek potravin, bioty, pody, betonu, kovov, biologickych materidlov a
pod.
2. VSeobecné poziadavky na pristroj
e Systém musi vyuzivat viacnasobnU koncepciu tepelnej extrakcie s minimalne 6 nezavislymi
pracovnymi trubicami.
e Systém musi obsahovat minimalne 3 plne nezavislé teplotné zony.
e Kazda teplotna zona musi umoznovat prevadzku do teploty minimalne 1000 °C a musi byt
samostatne riaditelna.
e Pristroj musi byt vybaveny integrovanym HMI-PLC dotykovym ovladanim s displejom s
uhloprieckou minimalne 10 palcov.
e Riadiaci systém musi umoziovat pouzivatelsky definované programy a viacsegmentové
programovanie teplotného cyklu.
* Pristroj musi umoznovat zaznam prevadzkovych dat (data logging).
e Systém musi umozrovat automatické prepinanie pracovnych plynov riadené PLC.
e Pre prevadzku musi byt mozné pouzivat kyslik a vzduch pri tlaku 1 bar(g); moznost pouzitia
dusika je pripustna ako volitelna funkcia.
e Systém musi byt vybaveny ventilatorom podporovanym chladenim na urychlenie ochladenia
a opatovného zalozenia vzoriek.
e Vystupy jednotlivych pracovnych trubic musi byt mozné kombinovat na zvysenie
spracovaného mnozstva vzorky a citlivosti.
e Systém musi mat samostatnu ochranu proti prekroceniu teploty pre vSetky tri teplotné zdny.
e Systém musi umoziovat zachytavanie HTO a CO, do vhodnych zachytavacich médii.
3. Minimalne pozadované technické parametre
Pocet plne nezavislych teplotnych zén: minimalne 3.
Pocet nezavislych pracovnych trubic: minimalne 6.
Maximalna pracovna teplota kazdej teplotnej zony: minimalne 1000 °C.
Minimalna priepustnost systému: 6 vzoriek za 8-hodinovy pracovny den pri Standardnom
vykurovacom cykle.
Kapacita organickej vzorky: minimalne 10 g na jednu pracovnu trubicu.
Pocet pouzivatelsky definovanych programov: minimalne 2o0.
Pocet programovatelnych segmentov v jednom programe: minimalne 1s.
Zaznam dat (data logging): ano.
PoZadované pracovné plyny: kyslik a vzduch pri tlaku 1 bar(g).
Automatické prepinanie pracovnych plynov riadené PLC: dno.
Ventilatorom podporované chladenie systému na urychlenie pracovného cyklu: ano.
Zachytavacie médium pre HTO: 1 % kyselina dusi¢na vo vode alebo ekvivalent.
Zachytavacie médium pre CO,: Carbosorb™ alebo ekvivalent.
Ucinnost zachytéavania 3H: viac ako 95 %.
Ucinnost zachytéavania %“C: minimalne 95 %.
Detekény limit pre 3H a 14C: najviac 0,010 Bq/g vzorky pri 5 g vzorke a 2-hodinovom merani.
Napajanie: jednofazové, 220240 V.
Prikon zariadenia: 7 kW.
Celkova hmotnost zariadenia: 120 kg (odch. +/- 10 %).



Zivotnost katalyzatorovej naplne pri 10 g naplni: minimalne 20 stanoveni.

Zivotnost kremennych vloZiek a pracovnych trubic: minimalne 2 roky.

Cas tepelného ¢istenia kremennej pracovnej trubice: 3 hodiny alebo ¢istenie cez noc.

4. Dalsie poZiadavky

Navod na obsluhu (SK alebo CZ, EN).

Doprava, vynos a instalacia zariadenia na mieste.

Odvoz obalov.

Uvedenie zariadenia do prevadzky podla poziadaviek pracoviska. Nastavenie pracovnych
parametrov podla poziadaviek pracoviska.

Podrobné zaskolenie obsluhy pristroja autorizovanym technikom pracovnikov na pracovisku v
rozsahu minimalne 5 pracovnych dni na pracovisku. Vydanie certifikatov o zaskoleni. Preskolenie
obsluhy pristroja na mieste instalacie podla poziadaviek pracoviska pocas zarucnej doby v rozsahu
minimalne 10 pracovnych dni.

Dostupnost servisného technika do 5 pracovnych dni od nahldsenia poruchy zariadenia alebo
prislusenstva.

Stolik pod zariadenie, odolnost vodi radiochemickému laboratérnemu prostrediu.

Zarucna doba na zariadenie minimalne 24 mesiacov vratane nahradnych dielov, servisnych prac a
dopravy suvisiacej so zaru¢nym servisom.

Cielom Specifikacie je dosiahnutie kompatibility so systémom kvality, pristrojovym a softvérovym
vybavenim pracoviska.



Zariadenie ¢. 3
TECHNICKE POZIADAVKY

na dodavku frakéného kolektora a zberného stojana
pre zber frakcii do 1,5 ml konickych vialiek

1. Predmet zakazky

Predmetom zdkazky je dodavka zberaca frakcii, vratane zberného stojana a jedného samostatného
zberného stojana. Konfiguracia je uréena na zber frakcii do 1,5 ml kdnickych vialiek. Zberny stojan
poskytuje kapacitu 105 pozicii pre vialky s priemerom 11 mm.

2. DalSie poZiadavky

Navod na obsluhu (SK alebo CZ, EN).

Doprava, vynos a instalacia zariadenia na mieste.

Odvoz obalov.

Uvedenie zariadenia do prevadzky podla poziadaviek pracoviska.

Podrobné zaskolenie obsluhy pristroja autorizovanym technikom pracovnikov na pracovisku v
rozsahu minimalne 2 pracovnych dni na pracovisku. Vydanie certifikatov o zaskoleni.

Dodavka musi obsahovat vsetky komponenty uvedené pri prislusnom katalégovom cisle v ponukane;j
konfiguracii. Uchadza¢ uvedie v ponuke vyrobcu, obchodné oznalenie a katalégové C(islo
ponukaného zariadenia a prislusenstva.

Odolnost voci radiochemickému laboratérnemu prostrediu.

Zarucna doba na zariadenie minimalne 24 mesiacov vratane nahradnych dielov, servisnych prac a
dopravy suvisiacej so zaru¢nym servisom.

Cielom Specifikacie je dosiahnutie kompatibility so systémom kvality, pristrojovym a softvérovym
vybavenim pracoviska.



Zariadenie ¢. 4
TECHNICKE POZIADAVKY

na dodavku laboratérneho mikrovinného systému
na rozklad vzoriek v uzavretych tlakovych nadobach
1. Predmet zakazky
Predmetom zakazky je dodavka, instalacia, uvedenie do prevadzky a zaskolenie obsluhy
laboratérneho mikrovinného systému urceného na kyselinovy rozklad a mineralizaciv vzoriek v
uzavretych tlakovych naddobach pred naslednou radiochemickou analyzou alebo napriklad technikou
ICP-MS. Systém musi umoznovat spracovanie roznych typov organickych aj anorganickych matric
pri zvySenej teplote a tlaku a musi byt vybaveny vymenitelnymi rotormi s rozdielnou kapacitou a
tlakovou odolnostou.
2. VSeobecné poziadavky na pristroj
e Systém musi pracovat na principe mikrovinného ohrevu vzoriek v uzavretych tlakovych
nadobach.
e Mikrovinny zdroj musi pozostavat minimalne z dvoch magnetrénov s celkovym instalovanym
vykonom minimalne 1 goo W.
e Pracovna frekvencia mikrovinného zdroja musi byt 2 450 MHz (odch. +/- 10 %).
e Pracovna komora musi mat objem minimalne 70 | a musi byt vyhotovena z nehrdzavejuce;
ocele s chemicky odolnou povrchovou ochranou vhodnou na pracu s kyselinami.
e Systém musi zabezpecovat homogénnu distribdciu mikrovinnej energie v pracovnej komore
pomocou vhodného rozptylovacieho alebo difuzneho prvku.
e Pristroj musi umoZznovat priame bezkontaktné monitorovanie teploty jednotlivych reakénych
nadob pocas pracovného cyklu.
e Teplota musi byt priebezne vyuzivana na automatickd regulaciu mikrovinného vykonu podla
nastaveného teplotného profilu.
e Pracovna komora musi byt vybavena integrovanym vizualnym monitorovanim umoznujicim
sledovanie priebehu procesu bez otvorenia komory.
e Pristroj musi byt vybaveny dotykovym riadiacim rozhranim umoznujucim vytvaranie,
ukladanie a spustanie pouzivatelskych metdd a automatické riadenie pracovného cyklu.
e Systém musi obsahovat bezpecnostné prvky proti otvoreniu komory pocas mikrovinného
cyklu a konstrukené rieSenie na bezpecné zvladnutie pripadného pretlaku.
e Systém musi umoznovat pouzitie najmenej troch vymenitelnych rotorov: vysokotlakového
rotora, vykonného viacpozi¢ného rotora a vysokokapacitného rotora.
e Reakéné nadoby musia byt vyrobené z chemicky odolného fluoropolyméru alebo
ekvivalentného materialu vhodného na pracu s koncentrovanymi kyselinami pri vysokom tlaku
a teplote.
3. Minimalne pozadované technické parametre
Celkovy mikrovinny vykon: minimalne 1 goo W. Pocet magnetrénov: minimalne 2. Pracovna
frekvencia: 2 450 MHz (odch. +/- 10 %).
Objem pracovnej komory: minimalne 7o I.
Material pracovnej komory: nehrdzavejica ocel's chemicky odolnou ochrannou vrstvou.
Homogenizacia mikrovinného pola: dno, pomocou rotacného alebo ekvivalentného mikrovinného
difuzora.
Priame bezkontaktné meranie teploty v jednotlivych reakénych nadobach: ano.
Automaticka regulacia mikrovinného vykonu podla teplotného profilu: ano.
Integrované vizualne monitorovanie pracovnej komory: ano.
Dotykové ovladanie s moznostou tvorby a ukladania metdd: ano.
Napajanie: 230 V [ 50 Hz.
Vysokotlakovy rotor: minimalne 15 pozicii. Objem jednej nadoby vysokotlakového rotora:
minimalne 1200 ml.
Maximalny pracovny tlak vysokotlakového rotora: minimalne 100 bar. Maximalna pracovna teplota
vysokotlakového rotora: minimalne 300 °C. Viacpozi¢ny vykonny rotor: minimalne 24 pozicii.



Objem jednej nadoby viacpozi¢ného vykonného rotora: minimalne 8o ml. Maximalny pracovny tlak
viacpozi¢ného vykonného rotora: minimalne 6o bar. Maximalna pracovna teplota viacpozi¢ného
vykonného rotora: minimalne 300 °C. Vysokokapacitny rotor: minimalne 44 pozicii. Objem jednej
nadoby vysokokapacitného rotora: minimalne 8o ml. Maximalny pracovny tlak vysokokapacitného
rotora: minimalne 35 bar. Maximalna pracovna teplota vysokokapacitného rotora: minimalne 300
°C.

4. Funkény opis dodavanej konfiguracie

Dodavana konfiguracia musi umoznovat volbu medzi vysokotlakovym spracovanim narocnych a
reaktivnych vzoriek a vysokokapacitnym spracovanim vadsieho poctu rutinnych vzoriek.
Vysokotlakovy rotor je uréeny najma na rozklad naro¢nych matric pri tlaku az 100 bar. Viacpozi¢ny
rotor musi poskytovat kompromis medzi tlakovou odolnostou a priepustnostou. Vysokokapacitny
rotor musi umoznovat sucasné spracovanie minimalne 44 vzoriek pri zachovani individualneho
monitorovania teploty reak¢nych nadob. Systém musi byt vhodny na pripravu environmentalnych,
potravinarskych, biologickych, farmaceutickych, geologickych, polymérnych, kovovych,
radioaktivnych a dalSich vzoriek, pri ktorych sa vyzaduje riadeny mikrovinny rozklad v uzavretom
tlakovom prostredi.

5. DalSie poziadavky

Navod na obsluhu (SK alebo CZ, EN).

Doprava, vynos a instalacia zariadenia na mieste.

Odvoz obalov.

Uvedenie zariadenia do prevadzky podla poziadaviek pracoviska. Nastavenie pracovnych
parametrov podla poziadaviek pracoviska.

Podrobné zaskolenie obsluhy pristroja autorizovanym technikom pracovnikov na pracovisku v
rozsahu minimalne 5 pracovnych dni na pracovisku. Vydanie certifikatov o zaskoleni. Preskolenie
obsluhy pristroja na mieste instalacie podla poziadaviek pracoviska pocas zarucnej doby v rozsahu
minimalne 4 pracovnych dni.

Dostupnost servisného technika do 5 pracovnych dni od nahldsenia poruchy zariadenia alebo
prislusenstva.

Odolnost voci radiochemickému laboratérnemu prostrediu. Dodavka musi zahffiat vSetky potrebné
tlakové nadoby, rotory, snimace a prislusenstvo potrebné na plnohodnotnu prevadzku uvedenej
konfiguracie.

Zarucna doba na zariadenie minimalne 24 mesiacov vratane nahradnych dielov, servisnych prac a
dopravy suvisiacej so zaru¢nym servisom.

Cielom Specifikacie je dosiahnutie kompatibility so systémom kvality, pristrojovym a softvérovym
vybavenim pracoviska.



Zariadenie ¢. 5
TECHNICKE POZIADAVKY

na dodavku stolového rastrovacieho elektronového mikroskopu (SEM)
s integrovanou energiovo-disperznou rontgenovou spektroskopiou (EDS)

1. Predmet zakazky

Predmetom zakazky je instalacia, uvedenie do prevadzky a zaskolenie obsluhy kompaktného
stolového rastrovacieho elektronového mikroskopu uréeného na vysokorozliSovacie zobrazovanie
povrchu vzoriek a na materidlovy a elementovy analyzu. Zariadenie musi umozfiovat SEM
zobrazovanie pomocou detektora sekundarnych elektronov a Stvorsegmentového detektora spdtne
odrazenych elektronov, vratane kombinovaného rezimu zobrazenia, a zaroven musi obsahovat
integrovany systém energiovo-disperznej rontgenovej spektroskopie na kvalitativnu a kvantitativnu
prvkovy analyzu. Pristroj musi byt vhodny pre vyskumné, vyvojové, priemyselné, materidlové a
vzdelavacie laboratdria a musi umozrovat analyzu vodivych aj nevodivych vzoriek.

2. VSeobecné poziadavky na pristroj

Zariadenie musi mat kompaktné stolové vyhotovenie a musi pracovat na principe rastrovace;j
elektronovej mikroskopie s termionickym elektronovym zdrojom na baze volframu.

SEM systém musi poskytovat rozsah zvacSenia 100x az 200 000x a priestorové rozliSenie lepsSie
ako 8 nm.

Systém musi umoznovat nastavenie urychlovacieho napétia v rozsahu od 1 kV do 20 kV a
kvalitné zobrazovanie pri nizkom urychlovacom napati uz od 1 kV.

Pristroj musi byt vybaveny detektorom sekundarnych elektrénov a Stvorsegmentovym
detektorom spdtne odrazenych elektrénov s moznostou kombinovaného zobrazenia a
topografického rezimu.

Zariadenie musi obsahovat integrovanu opticku navigacnu kameru pre jednoducht orientaciu
na vzorke a pre vyber analyzovanej oblasti.

Pohyb vzorky musi zabezpecovat pocitacom riadeny motorizovany XY stolik s pojazdom
minimalne 110 x 120 mm.

Konstrukcia vzorkovej komory musi umoznovat analyzu vzoriek s vyskou do 5o mm a sucasné
vloZenie viacerych Standardnych SEM drziakov vzoriek.

Systém musi umoznovat vysokovakuovy rezim aj nizkovakuovy rezim pre zniZenie nabijania
nevodivych vzoriek bez potreby ich vodivého pokovenia.

Elektronovy zdroj musi byt pouzivatelsky vymenitelny a konstrukcia systému musi umoznovat
jeho zarovnanie pomocou prislusného nastroja.

Pristroj musi obsahovat integrovany EDS detektor typu SDD s termoelektrickym chladenim a
s plnou hardvérovou integraciou do mikroskopu.

EDS systém musi umozfiovat bodovu analyzu, iarovy analyzu a ploSné mapovanie prvkov,
identifikaciu a kvantifikaciu prvkov, porovnavanie spektier a tvorbu reportov s exportom
vysledkov.

Ovladaci softvér musi spajat SEM zobrazovanie, ovladanie mikroskopu, EDS analyzu a spravu
vysledkov v jednom pouzivatelskom rozhrani.

Zariadenie musi umoznovat ukladanie obrazovych dat vo vseobecne pouzivanych rastrovych
formatoch a musi podporovat sietové a USB pripojenie.

Sucastou konfiguracie musi byt predkonfigurovana pracovna stanica s monitorom, klavesnicou
a polohovacim zariadenim, s nainstalovanym riadiacim, zobrazovacim a analytickym
softvérom.

Vakuovy systém musi pouzivat turbomolekuldarnu pumpu v kombinacii s bezolejovou
membranovou predvakuovou pumpou a musi byt riadeny prostrednictvom pouzivatelského
rozhrania.

Systém ma umoznovat vzdialenty diagnostiku a servisnd podporu a musi byt vhodny na
prevadzku bez potreby Specialnej laboratdrnej infrastruktiry nad rdmec bezného pracoviska.



* Softvérové prostredie ma umoznovat volitelné rozsirenie o pokrocilé analyzy Castic, vlakien a
3D charakterizaciu povrchu.
3. Minimalne pozadované technické parametre
Typ zariadenia: kompaktny stolovy rastrovaci elektronovy mikroskop s integrovanou EDS analyzou
Rozsah SEM zv&csenia: min. 100x aZ 200 000x
Priestorové rozliSenie SEM: < 8 nm
Maximalne rozlisenie snimaného obrazu: minimalne 4096 x 4096 pixelov
Elektronovy zdroj: optimalizovany termionicky zdroj na baze volframu, pouzivatelsky vymenitelhy
Zivotnost elektrénového zdroja: minimalne 1 0oo prevadzkovych hodin v Uspornom reZzime
Urychlovacie napatie: 1 az 20 kV; dostupné pracovné Urovne minimalne 1, 2, 5, 7, 10, 15 a 20 kV
Detektor sekundarnych elektrénov: ano
Detektor spatne odrazenych elektrénov: ano, Stvorsegmentovy
Kombinované zobrazenie SE/BSE: ano
Topograficky rezim zobrazenia: ano
Opticka navigacnd kamera: integrovang, farebna, svetlé pole
Optické zvacsenie navigacnej kamery: min. 0,7x a 2,5x, s digitalnym zvaéSenim do min. 12,5x (odch.
+/- 10 %).
Motorizovany XY pojazd stolika: minimalne 110 x 120 mm
Maximalna vyska vzorky: do 5o mm
Kapacita Standardnych vzoriek: do 16 ks drziakov s priemerom 1" alebo do 64 ks drziakov s
priemerom 1/2"
Rozmery vzorkovej komory: 220 x 220 mm
Priechodky do komory: elektricka a kvapalinova priechodka
Vysokovakuovy SEM rezim: ano
Nizkotlakovy rezim pre nevodivé vzorky: ano, vakuum 4o Pa.
Typ EDS detektora: SDD, termoelektricky chladeny, plne integrovany
Aktivna plocha EDS detektora: minimalne 30 mm?2
Energetické rozlienie EDS: <129 eV pri Mn Ka
Maximalna vstupna pocetnost EDS: minimalne 300 ooo cps
Odberovy uhol EDS: 30° (odch. +/- 10 %).
Rozsah detegovanych prvkov: od boru B (Z = 5) po americium Am (Z = 95)
EDS analytické rezimy: bodova analyza, ¢iarova analyza a plosné mapovanie prvkov
EDS funkcie: identifikacia a kvantifikacia prvkov, zivé spektrum, mapovanie, porovnanie spektier,
reportovanie a export vysledkov
Formaty obrazovych siborov: minimalne JPEG, TIFF, PNG a BMP
Komunikacné rozhrania: sietové pripojenie a USB
Pracovna stanica: predkonfigurovany pocita¢ s monitorom s uhloprieckou minimalne 27" a s
nainstalovanym SEM/EDS softvérom
Vakuové Cerpanie: turbomolekularna pumpa a bezolejova membranova predvakuova pumpa
Rozmery zariadenia: 420 x 605 x 625 mm (S x H x V), (odch. +/- 10 %).
Hmotnost zariadenia: 95 kg (odch. +/- 10 %).
Prevadzkova teplota: 15 az 25 °C
Prevadzkova relativna vihkost: 20 az 8o % RH
Maximalna nadmorska vyska prevadzky: do 2 ooo m
Prikon pri zobrazovacom rezime: minimalne 100 W; maximalne 150 W
4. Funkény opis dodavanej konfiguracie
Dodavana konfiguracia musi umoznovat komplexny pracovny postup od optickej navigacie na vzorke
cez SEM zobrazovanie az po elementovy EDS analyzu a tvorbu vystupného reportu. Po vlozeni
vzorky do komory musi obsluha prostrednictvom pouzivatelského rozhrania ovladat vakuovy
systém, motorizovany stolik, urychlovacie napatie, zobrazovacie detektory a akviziciu obrazu. Velky
motorizovany XY pojazd ma umoznovat analyzu rozmernejSich suciastok aj vacsieho poc¢tu mensich
vzoriek v jednom zalozeni.



SEM Ccast zariadenia musi umoziovat zobrazovanie pomocou sekundarnych a spatne odrazenych
elektronov, vratane kombinovaného rezimu, topografického zobrazenia a nizkoenergetického
zobrazovania pri 1 kV. Pre nevodivé alebo slabo vodivé vzorky musi byt k dispozicii nizkovakuovy
rezim, ktory zniZuje nabijanie vzorky a rozsiruje moznosti priamej analyzy materialov bez narocne;j
pripravy.

Integrovany EDS systém musi zabezpecovat akviziciu zivého spektra, identifikaciu a kvantifikaciu
prvkov, bodovy analyzu, Ciarové profily a plosné mapovanie prvkov. Ovladaci a analyticky softvér
musi umoznovat spravu vysledkov v ramci jedného projektu, porovnavanie spektier, kombinaciu
mapovych dat a vytvorenie reportu s exportom analytickych vysledkov.

Zariadenie ma byt vhodné na materialové a priemyselné aplikacie, analyzu kovov a zliatin, mineralov
a geologickych vzoriek, keramickych a praskovych materidlov, polovodi¢ovych komponentov,
vlaknitych a polymérnych materidlov, biologickych a dalSich laboratornych vzoriek. Volitelné
softvérové rozsirenia mo6zu umoziovat automatizované meranie a klasifikaciu castic a pérov, analyzu
priemeru a orientacie vldkien a tvorbu 3D rekonstrukcii a vyskovych map povrchu.

5. DalSie poziadavky

Navod na obsluhu (SK alebo CZ alebo EN).

Doprava, vynos a instalacia zariadenia na mieste.

Odvoz obalov.

Uvedenie zariadenia do prevadzky podla poziadaviek pracoviska. Nastavenie pracovnych
parametrov podla poziadaviek pracoviska.

Podrobné zaskolenie obsluhy pristroja autorizovanym technikom pracovnikov na pracovisku v
rozsahu minimalne 5 pracovnych dni na pracovisku. Vydanie certifikatov o zaskoleni. Preskolenie
obsluhy pristroja na mieste instalacie podla poziadaviek pracoviska pocas zarucnej doby v rozsahu
minimalne 10 pracovnych dni.

Dostupnost servisného technika do 5 pracovnych dni od nahldsenia poruchy zariadenia alebo
prisluSenstva.

Mobilny stolik pod zariadenie, odolnost voci radiochemickému laboratérnemu prostrediu.

Zaruc¢na doba na zariadenie minimalne 24 mesiacov vratane nahradnych dielov, servisnych prac a
dopravy suvisiacej so zaru¢nym servisom.

Cielom Specifikacie je dosiahnutie kompatibility so systémom kvality, pristrojovym a softvérovym
vybavenim pracoviska.



Zariadenie €. 6
TECHNICKE POZIADAVKY
na dodavku automatizovaného naprasovacieho systému
na pripravu vzoriek pre rastrovaciu elektronovd mikroskopiu (SEM)
1. Predmet zakazky
Predmetom zakazky je dodavka, instalacia, uvedenie do prevadzky a zaskolenie obsluhy
laboratorneho naprasovacieho systému uréeného na pripravu vzoriek pre rastrovaciu elektronovu
mikroskopiu (SEM). Zariadenie musi umoziovat vytvorenie tenkej, homogénnej a elektricky vodivej
kovovej vrstvy na povrchu nevodivych alebo slabo vodivych vzoriek s cielom obmedzit ich nabijanie
elektronovym lG¢om a zlepsit kvalitu, kontrast a rozlisenie SEM zobrazenia. Systém musi umozniovat
naprasovanie zlatom alebo zliatinou zlata a palddia s pouzitim okolitého vzduchu alebo argdénu ako
procesného plynu.
2. VSeobecné poziadavky na pristroj
e Systém musi pracovat na principe plne automatizovaného plazmového naprasovania kovovej
vrstvy na povrch vzoriek uréenych na SEM analyzu.
e Zariadenie musi umoziovat nanasanie vrstvy zlata alebo zliatiny zlata a palddia v prostredi
okolitého vzduchu alebo argénu.
* Po vloZeni vzoriek musi obsluha zvolit pozadovanu hribku povlaku a spustit automaticky
pracovny cyklus bez potreby manualneho nastavovania jednotlivych procesnych velicin.
e Systém musi automaticky regulovat procesné parametre tak, aby bola zabezpecena
rovnomerna, homogénna a reprodukovatelna vrstva na povrchu vzorky.
e Konstrukéné rieSenie musi umoziovat jednoduché vkladanie a vyberanie vzoriek a zaroven
obmedzovat usadzovanie uvolhenych Castic na povrchu pripravovanych vzoriek.
e Zariadenie musi umoznovat pripravu Clenitych, poréznych a trojrozmernych vzoriek bez
potreby pouzitia rotacného alebo planetarneho stolika.
e Systém musi umoziovat sucasné spracovanie minimalne siedmich vzoriek s priemerom 12,5
mm alebo minimalne troch vzoriek s priemerom 25 mm, (odch. +/- 10 %).
e Zariadenie musi umoznovat pouzitie drziakov pre standardné vzorkové trne, valcové drziaky a
vzorky zalievané v zivici, vratane vzoriek s priemerom do 40 mm.
e Pristroj musi poskytovat okrem rezimu naprasovania aj rezim vysokého vakua na odplynenie
vzoriek a rezim riadeného susenia alebo dehydratacie citlivych vzoriek.
e Ovladanie musi byt realizované prostrednictvom integrovaného dotykového pouzivatelského
rozhrania s moznostou jednoduchého nastavenia a spustenia pracovného procesu.
* Vysokonapatové vodice a elektrické pripojenia musia byt bezpecne umiestnené vo vnutri
zariadenia tak, aby sa minimalizovalo riziko kontaktu obsluhy s elektrickymi ¢astami.
e Pristroj musi mat kompaktné stolové vyhotovenie vhodné na prevadzku v laboratérnom
prostredi.
3. Minimalne pozadované technické parametre
Pouzitie: priprava vzoriek pre rastrovaciu elektrénovu mikroskopiu (SEM)
Material povlaku: zlato alebo zliatina zlata a paladia
Procesné prostredie: okolity vzduch alebo argon
Kapacita vzoriek: minimalne 7 x priemer 12,5 mm alebo minimalne 3 x priemer 25 mm
Drziaky vzoriek: pre Standardné tfne, valcové vzorky a vzorky zalievané v Zivici do priemeru 40 mm
Hrubka kovového povlaku: 5 az 15 nm.
Priemerny ¢as naprasovania: 5 minut pri vytvoreni 10 nm vrstvy zlata alebo zlato-paladiovej zliatiny.
Nastavitelny procesny ¢as: 1 az 600 minut.
Rezim vysokého vakua na odplynenie vzoriek: ano.
Rezim riadeného susenia alebo dehydratacie citlivych vzoriek: ano.
Rozmery naprasovacej komory: priemer 200 mm x vyska 150 mm.
Privod procesného plynu: okolity vzduch 1 bar alebo argon o,6 bar.
Vakuovy systém: kompatibilny s nizkoenergetickou dvojstupriovou vakuovou pumpou
Dotykové pouzivatelské rozhranie: ano



Automaticky pracovny cyklus a regulacia procesnych parametrov: ano

Rozmery zariadenia: 340 x 340 x 290 mm (5 x H x V), (odch. +/- 10 %)).

Hmotnost zariadenia: 11 kg (odch. +/- 10 %).

4. Funk¢ny opis dodavanej konfiguracie

Dodavana konfiguracia musi umoziovat plne automatizovanu pripravu nevodivych alebo slabo
vodivych vzoriek pred ich pozorovanim v rastrovacom elektronovom mikroskope. Po vlozeni vzoriek
a zvoleni pozadovanej hribky povlaku musi systém automaticky vytvorit vakuové podmienky, riadit
naprasovaci proces a zabezpedit vytvorenie rovnomernej vodivej vrstvy. Zariadenie ma byt vhodné
najma pre SEM aplikacie pri zvacseniach do 50 ooox, pri ktorych méze nabijanie vzorky negativne
ovplyvnit kvalitu obrazu. Systém musi byt vhodny na pripravu réznych typov materidlovych,
polymérnych, farmaceutickych, biologickych, textilnych, keramickych, elektronickych a dalSich
laboratornych vzoriek, pri ktorych je potrebné zvysit povrchovy elektricky vodivost pred SEM
analyzou. Dodatocné rezimy vysokého vakua a riadeného suSenia musia umoznovat odplynenie
alebo Setrnu dehydrataciu citlivych vzoriek pred samotnym naprasovanim.

5. DalSie poziadavky

Navod na obsluhu (SK alebo CZ, EN).

Doprava, vynos a instalacia zariadenia na mieste.

Odvoz obalov.

Uvedenie zariadenia do prevadzky podla poziadaviek pracoviska. Nastavenie pracovnych
parametrov podla poziadaviek pracoviska. Podrobné zaskolenie obsluhy pristroja autorizovanym
technikom pracovnikov na pracovisku v rozsahu minimalne 5 pracovnych dni na pracovisku. Vydanie
certifikdtov o zaskoleni. Preskolenie obsluhy pristroja na mieste instalacie podla poziadaviek
pracoviska pocas zaru¢nej doby v rozsahu minimalne 10 pracovnych dni.

Dostupnost servisného technika do 5 pracovnych dni od nahldsenia poruchy zariadenia alebo
prisluSenstva.

Mobilny stolik pod zariadenie, odolnost voci radiochemickému laboratérnemu prostrediu.

Zarucna doba na zariadenie minimalne 24 mesiacov vratane nahradnych dielov, servisnych prac a
dopravy suvisiacej so zaru¢nym servisom.

Cielom Specifikacie je dosiahnutie kompatibility so systémom kvality, pristrojovym a softvérovym
vybavenim pracoviska.



